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１．概要（Summary）

層状ケイ酸塩は、SiO4 四面体で構成された結晶

性ナノシートからなる無機層状物質である。その層

表面には反応性の SiO–/SiOH 基を有する。この官

能基が層間で縮合し Si–O–Si 結合を形成すること

で、3 次元多孔体 (ゼオライト)へと転換できる。[1]層

間縮合により構造転換したゼオライトの形態は異方

性の高い板状形態であるため、その板状結晶の薄

さを活かした透過性の高い膜分離材料として有用で

あると期待される。一方で、層状ケイ酸塩は縮合す

る前であれば層間反応を利用した薄層化が可能で

あり、板状形態の厚さを低減できる。[2]そのため、層

状ケイ酸塩を薄層化し、より薄い板状結晶を層間縮

合[3]によりゼオライト化できれば、より高透過性の分

離材料に資する物質となると考えた。

そ こ で 、 本 研 究 で は 層 状 ケ イ 酸 塩 RUB-15 
([(CH3)4N]8[H8Si24O56]·20H2O)を薄層化·層間縮合
[3]することで、従来より薄いゼオライトへの転換を行

った。今回は得られたゼオライトの厚みを直接観察

するため、その試料の断面試料を作製した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

集束イオン/電子ビーム加工観察装置 （極表面微量元

素分析機能つき）

【実験方法】

薄層化·層間縮合した試料を熱硬化性樹脂に埋没さ

せ、半欠きグリッドに載せたものを用いた。

３．結果と考察（Results and Discussion）

半欠きグリッドに載せた試料を FIB-SEM の利用によ

り薄片化した。しかし、透過型電子顕微鏡にてより詳細

な分析を試みたものの、試料部分を発見できなかった。

これは薄片化した領域が狭く、電子顕微鏡観察の際に

視認できていないためと考えられる。今後、薄片化試料

を大きく作製し、電子顕微鏡観察を行う予定である。
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